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1. Wstep
1.1. Przedmiot i cel badan

Przedmiotem badaf peinych byity moduiy sterownika urzgdzen techno-
logicznych F-PIC.:

- modul sprzesenia analogowego - ANALOG 1/0

-~ modut (MB) interfejsu magistralli szeregowej BITBUS

W ramach badah peinych wykonano badania srodowiskowe /technoklima-
tyczne/ oraz badania KEM.

Obwody obiektowe i transmisyjne w/w moduitdw zostaily odpowiednio
potgczone z urzadzeniami zewnetrznymi:

- komputerem PC wyposazonym w kart¢ BITBUS

~ 4rbédiami napieé 1 praddédw typu ADZ

oraz z wewnetrznym moduiem Jednostki centralnej z zapewnienien
wtadciwych warunkéw zasilania, wysbterowania i przekazu sygnaidw.
Badane moduity poddano prébom i sprawdzeniom wg ZN-90 (projekt).

W badaniach stosowano testy funkcjonalne badanych moduidw zainsta-
lowane odpowiednio:

- w pamieci sterownika dla moduzu ANALOG 1/0

-~ w komputerze PC dla moduizu BIBBUS.

W ocenie wynikéw proéb i sprawdzed zastosowano ogdlne kryteria wg ZN
i norm zwiazanych oraz kryteria wynikdéw testowania podane w Instruk-
¢ji Uruchamiania i Testowania Sterownika.

p
1.2+ Podgtawa badah

1.2.1. Modulpwy Sterownik Urzgdzeh Technologicznych - ZN-90- (proj.)
1.2.2. Instrukcja Uruchamiania i Testowanla Sterownika

1.3. Aparatura do badan srodowiskowych

- komora klimatyczna FEUTRON 3001
megaomomierz indukborowy IMI-1
prébnik przebicia TP58
autotransformator siecliowy

- 2 grbddta sygnatdw typu ADZ
woltomierz, amperomierz cyfrowy.
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1.4. Aparatura do badan KEM

~ komora ekranowa EK1

- symulator NSG625 (Schaffner)
symulator zakibéceh impulsowych nanosekundowych 5/50 ns metodg SN10
wg zat.1 PN-86/E-06600

~ klamra pojemnoéciowa (PIAP) do symulacji zakiéceh metoda SE-10
wg zat.1 PN

- symulator zakiéceh sieciowych SZS-2 (PIAP) do symulacji krétkotrwa
tych zanikéw napiecia sieci metodg SS70 wg zai.?7 FN

—~ symulator wyladowan elektryczno$ci statycznej SED-2, do symulacji
bezposrednich wytadowan ESD metodg SE80 wg zat.8 PN

—~ filtr sieciowy typ FP250/4 (Miflex)

- wyposazenie dodatkowe i pomocnicze (klocki dystansowe, podkiadki
dystansowe, ptaszczyzna ziemi odniesienia, itd).

2. Wyniki badan srodowiskowych (technoklimatycznych)
2.1. Sprawdzenie wymagan konstrukcyjnych

Dokonano ogledzin badanych moduiéw stwierdzajgc speinienie wymagan
pP. 2.2.2, 2.2.32 1 2.2.5 ZN.
Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.2. Sprawdzenie poboru mocy czynnej

Zmierzona wartodé poboru prgdu z sieci zasilajgceJ dla badane]
konfiguracji sterownika wynosita 187 mA.

2.3, Sprawdzenie odpornoéci na zmiany napigecia zasilania
Stwierdzono poprawne dziatanle badanych moduldédw w warunkach zasi-
lania sieciowego o napieciu obnizonym do 187 V oraz podwyzszonym
do 242 V.,

Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.4% Sprawdzénie odpornbsci na zimno

Wykonano prébe Ab wg PN-84/E-04601 Odpornoéé na zimno w czabie 2 h
pracy sterownika w stabilnych warbhkach temps +5003i500 stwierdzajac
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poprawne wyniki testowania badanych modutéw podczas narazenia.
Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.5. Sprawdzenie wytrzymatoSci na zimno

Wykonano prébe Ab wg PN-84/BE-04601 wybtrzymatodci na przebywanie

sterownika w czasie 8 h w stabilnych warunkach temp. ~25°C iBOC.
Po narazeniu i stabilizacji w warunkach obtoczenia wykonano testy
funkcjonalne badanych modutdéw - stwierdzajac ich poprawng pracg.
Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.0, Sprawdzenie odpornosci na sueche goraco

Wyzonano prébe Bb wg PN-84/E-04602 odpornoSci na suche goraco

w czasie 2 h pracy sterownika w stabilnych warunkach temp.+40?i200.
Stwierdzono poprawne wyniki testowania badanych moduidéw podczas
narazenia.

Wynik sprawdzenia pozybtywny.

2.7. Sprawdzenie wytrzymaZodci na suche goraco

Wykonano prébg Bb wg FPN-84/E-04602 wytrzymaloéci na przebywanie
sterownika w stabilnych warunkach temp. +55°C iEOC w czasie 8 h.
Po prdbébie 1 stabilizacji w normalnych warunkach otoczenia wykonano
festy funkcjonalne stwierdzajgc poprawng prace badanych moduidw.
Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.8, Sprawdzenie odpornofci na wilgotne goraco stale

Wykonano probg Ca wg PN-84/E-04603 odpornoéci na wilgotne goraco
state podczas pracy sterownika w czasie 96 h w stabilnych warunkach
klimatycznych: temp. +4:0°C i2°C , wilgotnoéé wzgl. 93 %.

W czasie préby oraz po stabilizacjl w warunkach normalnych otocze-—
nia stwierdzono poprawne dziatanie badanych moduiéw - jako rezultat
bezbiednie wykonanych testdéw funkejonalnych.

Wynik sprawdzenia pozytywny.
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2.9. “Sprawdzenie wytrzymatobci na wilgotne gorgco staile

Wykonano prdébe Ca wg PN-84/E-04603 wytrzymaioSci na wilgotne goraco
state w czasie 96 h przebywania sterownika w stabilnych warunkach
klimatycznych: temp. +50°¢ 1200, wilgobtnoéé wzgl. 93 %.

Po narazeniu Jj.w. dokonano stabilizacji w normalnych warunkach
otoczenia, wiaczono zasilanie 1 wykonano testy funkcjonalne stwier-
dzajgc poprawne dziatanie badanych moduiéw,

Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.10. Sprawdzenie rezystancji izolacji

Stwierdzono wartosé rezystancji izolacji obwodu zasilania sieciowego
wzgleden ziemi ochronnej oraz obudowy sterownika przy napieciu
induktorowym 500 V - powyzej 20 Mom.

Wynik sprawdzenia pozybtywny.

2.11., Sprawdzenie wybtrzymatosci elektrycznej izolacji

Wykonano prbébe wytrzymatosci elekbtrycznej izolacji przyktadajac
w obwodach - jak w p. 2.10 ~ napiecie 1500 V DC w czasie 1 min.
Nie stwierdzono przebicia ani przeskoku iskry.

Wynik sprawdzenia pozybtywny.

2.12. Sprawdzenie poprawno$ci dzialania

Przed prébami narazeniowymi i po wykonaniu préb opisanych w pkt
2.3 - 2.11 sterownik poddano eksploatacji ciagtej w czasie 8 h
jego pracy pod dziataniem testdéw funkcjonalnych - stwierdzajac po-
prawne (bezblgdne) dzialanie badanych moduédw.

Wynik sprawdzenia pozytywny.

2.13. W uzgodnieniu z gt.wykonawcami zleceh badad odpornosci i wy-

trzymatoéci na drgania mechaniczne odpowiednio:
- odpornoSci na wibracje - wg wymagai pkt 2.3.4 ZN
- wytrzymatosci na wibracje - wg wymagah pkt 3.2 ZN
- wytrzymato$éci na udary - wg wymagai pkt 3.3 ZN
nie wykonywano.



3. Wyniki badah KEM

Sprawdzenia moduidw dot. wymagah KEM przeprowadzono na stanowisku

laboratoryjnym w BK1 w ukiadach pomiarowych pokazanych na rys.1.

Czas obserwacji objawdw zakidceh i narazania zakléceniami wynosik

~ dla moduiu MB ok.1 min, co odpowiada ok. 3658 poprawnym sesjom.
Dla krétkotrwatych zanikdéw co najmniej 10 zanikéw w zadanym cza-
sie trwania zaniku symulowanego co 10 s,

-~ dla modutu analogowego odpowiadat peinemu cyklowl testowania
TOR2 i TOR3 lub TORZ I TOR1.

Za kryterium zaklécalnosci przyjeto:

~ poprawng realizacj¢ programu testowego

~ brak bieddw dodatkowych pochodzacych od narazef,

- wystegpowanie poprawnych standéw sygnalizacji na modutach i komu~
nikatéow do operatora

- brak objawbdw uszkodzeh.

Badania przeprowadzono oddzielnie dla kazdego moduiu, przy potacze-

niu bieguna zasilacza (-24 V) do pzo, oraz z wprowadzonym w obwdd

zasilania sieciowego zasilacza 24 V filtrem sieciowyn.

Ze wzgledu na obawg uszkodzenia komputera badania przeprowadzono

przy poziomach zakldéced, pray ktérych wystapily pierwsze objawy

zaktbcen.

3.1. Sprawdzenie odpornoéci na zakibcenia impulsowe nanosekundowe

Sprawdzenie wykonang pomiarami zakidcalnodci

- dla obwodu sieciowego metodg SN10

- dla obwoddéw interfejsowych metodg SE10

Wyniki sprawdzeh przedstawiono w tabl.1 dla moduiu MB i w tabl.2 dla
modutu analogowego.

Na podstawie pomiardw stwierdzono nastepujace poziomy odpornosci:

Dla moduXu MB

~ dla obwodu sieciowego - bez filtru sieciowego 0,5 kV (<1 kV)
~ z filtrem sieciowym 2,0 kV (> 2 kV)

~ dla kabla transmisji -~ bez filtru sieciowego 0,25 kV (~0,4 kV)
—~ z Tiltrem sieciowym 0,25 kV (~ 0,4 &V)

Dla modutu we/wy analogowych

- dla obwodu sieciowego — bez filtru sieciowego 1,0 kV (<2 kV)

- z filtrem sieciowym 2,0 kV (>2 kV)
- dla wejsé analogowych 1,0 kV (~ 0,9 kV)
- dla wyjsé analogowych 0,5 kV (~0,6 kV)

&



Tabl."
zaktbcalnosé modutu MB (BITBUS) dla zakidécen impulsowych
nanosekundowych

zakrbcalny obwdd rodzaj wykr. btedéw |liczba uwagil
amplituda impulsu : : ( biednych |
w /kV/ BPZ 1 BPO :BRZ :BRO }sesji(BSN
S ——— l -
+0,5 INZ - - g - g -1 - bez filtru
+1,0 L 14 13 1 7 1 7 4 sieciowego
N 51 813 |3 4
Z 3 1 9 1213 1215 216
lub zerwanie komunikacji |
-1,0 L 12 70 1 6 12 2 ¢
i N 8 1% 1 5 1 2 3 I
Z 4 Vo b ) oa | 4
———————————————— B T |
kabel interf. ] ] i ] ]
+0,2 R I -
- 0,4 8 11 - | 2 | 1
+0,42 ' zerwanie komunikacji
-0,5 zerwanie komunikacji !
I - ——t + e —— -
I 40,5 INZ A - z filtrem |
*1,0 -1 - - (z) - w obwodzie !
+2,0 - 7 - - 7 - - sieciowym
A — ! ] i (FP250/4)
kabel interf. { i {
+0,2 - { - - } - 1 - {
¥0,4 2 130yl = 140 ()
+0,44 zerwanie komunikacji i I
-0,58 ! zerwanie komunikacji |
-
BPZ btgd potwierdzenia przy zapisie
BPO =" przy odczycie
BRZ btgd ramki przy zapisie
BRO —— odczycie
BS liczba biednych sesji (wykrycie niezgodnosci informacji zapi-

sanej 1 odczytanej)
W czasie 1 min obserwacji wykonywane sg &rednio co 3658 sesji w ro-
zumieniu programu testowego.
Objaw "zerwanie komunikacji" polegat na ciggiym ponawianym komuni-
kacie o wykrytych bigdach, wznowienie komunikacji wymagalo wyl/zak
obwodu sieciowego MB.



Tabl.2

Zaktbcalnoéé moduiu we/wy analogowych dla zakibcen

impulsowych nanosekundowych

| zaktécany obwdéd | wykryby biad pomiaru w bitach uwagi
amplituda impul. L________+_995§X@§1n3 e
I we we b wy — we ? wy - we
| (TOR@) | (TOR1) ( TOR2)! (* TOR3)
- J O0se 10V §0...20m4 O,...20mA10,..10V
40,5 1INz 1o- - - - bez £il-
+1,0 INZ - tru sie-
+2,0 L - - - 1 clowego
N - -
% Z - - =255 | =255
2,0 L Lo - - -
N - - - 1
} Z 1 - Z255 >255
+0,5 INZ — - ~ - z £ilt-
1,0 ~ - 1 - - rem sie-
+2,0 —_ - - ~ ciowym
Jp
_ o L LFP250/4
kabel we/wy bez fil-
(TOR2 1 TOR3) tru sie-
I +0,5 | 1 1 ciowego
-0,5 - - (z £il-
+1,0 | - - trem
-1,0 >255 ! >255 siecio-
i -0,7 >255 | >255 wym nie
I -0,6 -} - zaobserw.
— _— L poprawy)
wszystkie kable
we/wy Jjednocz. | '
+0,5 1 1 2
~0,5 b1 1
+1,0 P > 255
-1,0 P - >255
+0,9 o 1
~0,9 } 1 1 |

&
i

*
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Wynik sprawdzeld negatywny.

Wymagany poziom odporno$ci dla obwodu sieciowego 2 kV moduly osig-
gaja przy zastosowaniu filtru sieciowego w obwodzie zasilania sie-
ciowego zasilacza 24 V. Filtr przeciwzakléceniowy sieciowy i dodat-
kowe elementy przeciwzakibceniowe byily stosowane w zestawach FPLC
badanych poprzednio.

Dla moduiu MB (BITBUS) nie osiggnieto wymaganego poziomu odpornosci
0,5 kV. Ostabteczna ocena konstrukcji moduiu bgdzie mozliwa po spraw-
dzeniu peinej transmisji -informacji pomiedzy magistralami komputera
i ISB modutu. Zalecenia w tej sprawie podano we wnioskach z badah
KEM. Aktualnie proponuje sig¢ obnizyé wymagany poziom odpornosci

do 0,25 kV.

Dla wejéé modutu analogowego osiggnieto wymagany poziom odpornosci
przy uwzglednieniu dopuszczalne] tolerancji sygnaiu zakibécajgcego.
Podwyzszenie poziomu odpornoéci wejsé Jjest mozliwe przez zastosowa-
nie kabli z parami skrecanymi lub/i ekranem, wzglednie wprowadzenie
dodatkowych elementéw przeciwzaktdceniowych w module (p.wnioski

z badan KEM).

Dla wyjéé moduiu analogowego w aktualnej konstrukcji nie osiggnig¢to
wymaganego poziomu odpornoSci 1 kV. Proponuje sig obnizyé wymagany
poziom odporno$ci do 0,5 kV 1 zalecié stosowanie kabli ekranowanych.
Problematyke podwyzszenia odpornodéi wyjsé analogowych oméwiono we
wnioskach z badai KEM.

3.2, Sprawdzenie odpornosci na krétkotrwale zaniki napigcia zasila-
nia sieciowego

Sprawdzenie wykonano metodg symulacji SS870. Przy zanikach o czasie
trwania zaniku w (ms) symulowanych co 10 s obserwowano:

modut analogowy

T1e..710 ms bez objawdéw zakibcen

110...180 ms chwilowe przygaszenie LED POWER, realizacja programu
poprawna, bez dodatkowych bZeddw

180...200 ms Jjew., dodatkowo przygaszanie LED Unon

powyze] 200 ms przerwanie dziatania programu testowego, wygaszenie
LED RUN, wznowienie programu testowego wymaga wyiz/
/zat obwodu sieciowego (wykonania resetu)
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modutr MB

1...170 ms bez objawbw zakibced programu testowego, poprawna
wymiana informacji MB - komputer

170...200 ms wystapienie blednych sesji (bledy we wszystkich wy-
krywanych przypadkach)

powyze]j 200 ms zerwanie poprawnej komunikacji MB - komputer, ciaggie
komunikaty o biedach, wznowienle poprawnej pracy
wymaga wyi/zat obwodu sieciowego MB

Wynik sprawdzenia pozytywny.
3.3, Sprawdzenie odpornoSci na wytadowania elektryczno$ci statycznej

Sprawdzenie wykonano przy inicjacji bezposrednich wytadowad na obu-~

dowy moduidéw, metoda symulacji SE80, czestosé wyiadowan 1 s.

Wstepnymi pomiarami stwierdzono miejsca wyiadowad ESD o najnizsze]

odpornoSci, sa to piyty czozowe moduzdw w dolnej czebci, a mianowi~

cie:

~ dla modutu MB w poblizu wkretow mocujacych piyte czoiowg

- dla modutu analogowego okolice przetgcznikéw funkecyjnych RS232/ISB
oraz RUN/STOP

Nastgpnie dokonano pomiardéw dla serii 10 wytadowah w zadane miejsca

pomiarowe o najnizszej odporno$ci.

Poziom BESD Objawy

2 kv bez objawdw zakldceh

4 kV e

5 do 6 kV wystapity biedy pomiarowe i zatrzymanie rea-

lizacji testu modutu analogowego, wystepowaly
bledne sesje 1 zerwania komunikacji MB - kom~—
puter, zaobserwowano powierzchniowe wyzadowa-
nia migdzy czgéciami obudowy

Wynik sprawdzenia pozytywny.

Proponuje sie zwrécié uwagg konstruktordéw na fakt wystepowania po-
wlerzchniowych wylzadowad pomigdzy czesciami obudowy (piytg czolowa
1 wkretami) &wiadczgcych o zlej jako$ci poigczen pomiedzy czeSciami
obudowy moduidw.
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3.4, Nie wykonano sprawdzen:

-~ odpornoéci na zakidcenia impulsowe duzej energii 1,2/5D‘ps
wg ZN p.2.3.13 z powodu obawy uszkodzenia modutdéw i komputera.
Badane moduly byty zasilane bezpoSrednio z typowego zasilacza bez
zadnych $rodkdéw ochrony przepieciowej w obwodzie sieclowym.
W typowyn zestawie sterownika FPLC wystepujg érodki ochrony w ob-
wodzle sieciowym.

~ odpornodci na zaklécenia ciggle sinusoidalne o czgstotliwoéci
sieciowe] wg ZN p. 2.3.74 1

—~ odpornoéci na pola magnetyczne impulsowe wg ZN p. 2.3.11 ze wzgle-
du na pozybywny wynik sprawdzenia wg p. 2.3.9 ZN i dotychczasowego
doswiadczenia, ze te typy baden nie sg krytyczne dla konstrukeji
moduzéw.

3.5, Wnioski i zalecenia z badan KEM

1. Dostarczony do badad zestaw sterownika FPIC, zawierajgcy moduly
BITBUS i we/wy analogowych cechowal sieg:

-~ brakiem Srodkéw ochrony przeciwzakibdceniowe] w obwodzie siecio-
Wy,

W dotychczas badanycn zestawach sterownika stosowano filtr
sieciowy przeciwzakiéceniowy typ FP250/4 oraz warystory absor-
bujgce energie impulséw zakidcajgcych.

- brakiem dostepnego zacisku ochronnego umozliwiajgcego poprawne
wykonanie polgczea obuddw modutdw. W dostarczonym zestawie po-
tgczenia cobuddw z lakierowansg piytg bazowg zapewniono jedynie
przez dwa Wkrebty modujace, co nie zapewnia dobraj jakoSci poxg-
czed. .

- montazem elementdéw obuddw nie zapewniajgcym poprawnej dobrej
jako$ci potgczenia miedzy skrecanymi czgéciami obuddw.

Zte jakoSciowo poigczenia mechaniczne czeéci obuddéw i brak mozli-

wosSci poprawnego wykonania pokgczenn ochronnych obuddw moduiédw

spowodowaly obnizZenie odpornosci na wytadowania BESD w stosunku
do wezeéniej badanych zestawdw i wystgpienie powierzchniowych wy-

Yadowah.

W zwigzku z powyzszym zaleca sig:

—~ obowigzkowe stosowanie srodkdéw ochrony przeciwzakldéceniowyc
w obwodzie zasilania sieciowego zestawdw, zg. z wczebniejszymi

Az,

Ustaleniami,
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-~ zwrbcié szczegdlng uwage na poprawny montaz mechaniczny obuddw
modutéw oraz wprowadzié technologiczne Srodki przy obrdbee
powierzchniowe]j elementdédw obuddéw zapewniajgce dobryg jakosé po~
taczeh elektrycznych pomiedzy czedciami skiadowymi obuddw

- konstrukcja siuzgca do mocowania moduidw powinna byé wyposazo-
na w listwg z zaciskami ochronnymi umozliwiajacyml poprawne wy-
konanie wszystkich potgczed ochronnych (obuddéw, biegundw -24 V
zasilaczy, ekranéw kabli itp.)

- do badafA KEM powinny byé dostarczane zestawy, w ktbérych czesé
podstawowa zestawu (zasilacz, konstrukcja noéna) powinna byé
ta sama dla wszystkich badanych moduidw. Zapewnia to powtarzal-
nodé i pordéwnywalnoéé wynikéw badan KEM dla réznych moduidw.

2. Program testowy wykorzystywany do badan Modutu BITBUS nie obej-
mowal obsiugi wymiany informacji pomigdzy magistralg ISB moduiu

i procesorem komunikacyjnym BITBUS. Réwniez konstrukcja testu

zapewniajgca w czasie rzeczywistym wyswietlanie informacji o wy-

krytych biedach, wygodna przy wystgpowaniu pojedynczych bieddw,

nie Jjest przydatna'przy badaniach 2z narazeniami zakiécajacymi o

duzej czestobéci wystgpowania (serii impulsdéw nanosekundowych)byia

przyczyng wystepowania objawd nazwanego "zerwanie komunikacji"
gdyz program zajety Jjest generowaniem kolejnych komunikatéw dla
operatora.

Fakt wykorzystania typowego pakietu komputera PC jako urzgdzenia

wspbipracujgcego uniemozliwit peine sprawdzenie MB przy zatozo-

nych ostro$ciach z powodu obawy uszkodzenia komputera nile przy-
stosowanego do warunkéw przemysiowych. Badania prowadzono przy
poziomach, dla ktdérych wystgpiiy pierwsze objawy zakibcen.

Zaleca sie aby do ostatecznej oceny konstrukcji MB przyszie ba-

dania wykonaé:

- przy zmienionym programie testowym obejmujgcym obsitugg wspbdi-
pracy pomig¢dzy magistralami ISB i komputera bez fragmentu testu
generujacego na biesgco komunikaty dla operatora o wykrytych
btedach. Wykryte biedy powinny byé zliczane i wydawane na zgda-
nie operatora. W tescie powinny byé jednoznacznie sformutowane
kryteria oceny wykrytych bieddw

~ przy wspbdipracy dwdch moduzdw MB co umozliwi sprawdzenia przy
ostroéciach narazen wystgpujacych W warunkach przemyslowych

- przy wspdipracy z pakietem BITBUS komputera PC dla sprawdzenia
kompatybilnosci funkcjonalnej rozwigzah MB i oprogramowania z
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-~ do czasu wykonania w/w badaf obnizyé wymagany poziom odpornosci
interfejsu BITBUS do 0,25 kV

Przeprowadzone badania potwierdzity kompatybilnosé interfejsu
BITBUS modutu FPIC ze standardowymn urzgdzeniem handlowym produk-
cji zachodniej. Dotychczas opracowane w PIAP urzgdzenia do
BITBUS nie byly sprawdzane na wspdiprace z takim standardowym
urzgdzeniem.

Problematyka odporno$Sci wyjsé i wejsé moduiu analogowego wymaga

analiz uk}adowych poprawnego wykonania wprowadzonych zmian

uktadowych i ewentualnego wprowadzenia do moduiu dodatkowych

$rodkéw przeciwzakiéceniowych. Przy stosowaniu moduiu z aktual-

nym rozwigzaniem badanym zaleca sig:

~ wprowadzié zalecenie dla uzytkownika stosowania kabli ekra-
nowanych dla wejéé i wyjsé modutu lub zewngtrznych srodkoéow
przeciwzakidceniowych

- obnizyé wymagany poziom odpornoSci dla wyjéé do poziomu 0,5 kV

~ zalecié¢ wprowadzenie do oprogramowania uzytkowego fragmentow
programéw obrébki cyfrowe] sygnaiéw mierzonych.

Nalezy przypuszc;aé, ze poprawne wykonanie wprowadzonych zmian

w module zapewni podwyZszenie poziomu odpornosci we/wy moduiu.

Wnioski koncowe

1) badane moduly sterownika FPIC interfejsu BITBUS (dok.nr rej.
6813) 1 wejéé i wyjsé analogowych (dok.nr rej. 6812 ze zmia-
nami 0%.92) przeszily badania z wynikiem pozybywnym pod warun-
kiem obnizenia wymaganego poziomu odpornodci na zakidbdcenia
impulsowe nanosekundowe dla obwodu interfejsowego BITBUS do
poziomu 0,25 kV i dla wyjéé analogowych w module I/0 Analog
do poziomu 0,5 kV oraz zastosowaniem co najmniej filtru
przeciwzakidéceniowego w obwodzie sieciowym zasilacza 24 V ze-
stawu .

2) przy weryfikacji dokumentacji moduZdédw po badaniach nalezy
uwzglednié wnioski i zalecenia z badan KEM

3) stwierdzono, zZe modul interfejsu BITBUS wspolpracuje ze stan-
dardowym urzadzeniem handlowym produkcji zachodniej. Ostatecz-
na ocena konstrukcji moduiu bedzie mozliwa po uwzglednieniu
wnioskéw i zaleceh po badaniach KEM

4) w przysziych badaniach urzgdzen z interfejsem BITBUS nalesy
przeprowadzié badania umozliwiajgce okre$lenie wymagan na
kabel i sposdb poigczenr interfejsu, zapewniajgce najwyzsze
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poziomy odpornosci.
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